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Kierunek studiow

Inzynieria materiatowa, Inzynieria materiatowa, Inzynieria materiatowa

Data rozpoczecia studiéw

pazdziernik 2022 r.

Rok akademicki realizaciji
przedmiotu

2023/2024

Poziom ksztatcenia

| stopnia - inzynierskie

Grupa zajec

Grupa zaje¢ fakultatywnych
Grupa zaje¢ powigzanych z
prowadzonymi badaniami
naukowymi w dziedzinie nauki
zwigzanej z kierunkiem - profil
ogolnoakademicki

Forma studiow stacjonarne Sposob realizacji na uczelni
Rok studiéw 2 Jezyk wyktadowy polski
Semestr studiow 4 Liczba punktéw ECTS 4.0
Profil ksztatcenia ogolnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadzaca

Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Okretownictwa -> Instytut Technologii Maszyn i Materiatéw -> Zaktad
Materiatoznawstwa | Technologii Materiatowych

Imie i nazwisko
wyktadowcy (wyktadowcow)

Odpowiedzialny za przedmiot

dr hab. inz. Marek Szkodo

Prowadzacy zajecia z przedmiotu

Formy zaje¢ Forma zaje¢ Wyktad Cwiczenia Laboratorium | Projekt Seminarium [RAZEM
i metody nauczania Liczba godzin zaje¢ [15.0 0.0 30.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zaje¢ na odlegtos¢: 0.0
Aktywnos¢ studenta Aktywno$¢ studenta [Udziat w zajeciach Udziat w Praca wtasna RAZEM
i liczba godzin pracy dydaktycznych, objetych konsultacjach studenta
planem studiow
Liczba godzin pracy |45 5.0 50.0 100
studenta

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentoéw z trescig przedmiotu oraz osiggniecie zatozonych celéw

ksztatcenia oraz

zapoznanie studentow z:

1. Budowa i zasadg dziatania mikroskopow $wietlnych i elektronowych.

2. Technikami prowadzenia obserwacji mikroskopowych przy uzyciu roznych mikroskopow.

3. Przygotowaniem prébek do badan mikroskopowych dla réznych technik obserwacji mikroskopowych.

4. Komputerowej analizy obrazéw uzyskanych przy pomocy mikroskopow.
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Efekty uczenia sie
przedmiotu

Efekt kierunkowy

Efekt z przedmiotu

Sposéb weryfikacji i oceny efektu

[K6_UO01] potrafi postuzy¢ sie
wiasciwie dobranymi metodami
analitycznymi, symulacyjnymi oraz
eksperymentalnymi i urzadzeniami
umozliwiajgcymi pomiar
podstawowych wielkosci
charakteryzujgcych materiaty oraz
procesy technologiczne

Potrafi dobra¢ odpowiednie
metody otrzymywania kontrastu
na mikroskopie $wietlnym i
elektronowym.

[SU3] Ocena umiejetnosci
wykorzystania wiedzy uzyskanej
w ramach przedmiotu

[K6_U02] potrafi obstugiwaé
typowaq aparature laboratoryjng i
wykonywac analizy dotyczace
badan materiatlowych

Potrafi obstugiwa¢ mikroskopy
Swietlne.

[SU3] Ocena umiejetnosci
wykorzystania wiedzy uzyskanej
w ramach przedmiotu

[K6_WO06] zna podstawowe
metody, techniki, narzedzia i
materiaty stosowane przy
rozwigzywaniu prostych zadan
inzynierskich z zakresu inzynierii
materiatowej

Potrafi dobra¢ odpowiedni okular
do wybranego obiektywu

[SW1] Ocena wiedzy
faktograficznej

[K6_WO04] zna podstawowe
aspekty budowy i dziatania
aparatury naukowej z zakresu
inzynierii materiatowej

Potrafi dobra¢ odpowiednie
metody otrzymywania kontrastu
na mikroskopie $wietlnym i
elektronowym.

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w
prezentaciji

[K6_KO01] rozumie potrzebe
podnoszenia kompetencji
zawodowych i osobistych; ma
Swiadomos¢ wiasnych ograniczen
i wie, kiedy zwrdcic sie do
ekspertow, potrafi odpowiednio
okresli¢ priorytety stuzace
realizacji okreslonego przez siebie

lub innych zadan

Rozumie potrzebe podnoszenia
kompetencji w zakresie pracy z
uzyciem mikroskopow

[SK2] Ocena postepdéw pracy

Tresci przedmiotu

Wyktad: Podstawy mikroskopii optycznej: powiekszenie catkowite i uzyteczne oraz zdolno$c¢ rozdzielcza
mikroskopu. Metody badan mikroskopowych: obserwacje w polu jasnym, ciemnym z zastosowaniem $wiatta
spolaryzowanego, przy zastosowaniu kontrastu fazowego, z kontrastem interferencyjnym. Mikroskopia
wysokotemperaturowa. Przygotowanie preparatéw do badan. Komputerowa analiza obrazéw
mikroskopowych. Metody przeksztatcen obrazéw. Metody wyznaczania udziatéw objetosciowych sktadnikow
struktury Transmisyjna mikroskopia elektronowa: zdolno$¢ rozdzielcza, soczewki dla wigzki elektronowe;j,
btedy soczewek elektronowych, Budowa mikroskopu: dziato elektronowe, uktad soczewek kondensora,
uktad powiekszajacy, komora preparatu. Kontrast i dyfrakcja w mikroskopie elektronowym: kontrast
dyfrakcyjny i interferencyjny, dyfrakcja elektronéw. Przygotowanie probek: repliki, repliki dwustopniowe,
repliki ekstrakcyjne, cienkie folie metaliczne.

Laboratorium: Przygotowanie zgtadéw metalograficznych: Operacje przygotowania zgtadu: wycinanie,
szlifowanie, polerowanie, trawienie. zabezpieczania krawedzi prébki przed zaokragleniem. Metody
polerowania zgtadéWyktad: Podstawy mikroskopii optycznej: powigkszenie catkowite i uzyteczne oraz
zdolnos$c¢ rozdzielcza mikroskopu. Metody badan mikroskopowych: obserwacje w polu jasnym, ciemnym z
zastosowaniem $wiatta spolaryzowanego, przy zastosowaniu kontrastu fazowego, z kontrastem
interferencyjnym. Mikroskopia wysokotemperaturowa. Przygotowanie preparatéow do badan. Komputerowa
analiza obrazéw mikroskopowych. Metody przeksztatcen obrazéw. Metody wyznaczania udziatéw
objetosciowych skfadnikéw struktury Transmisyjna mikroskopia elektronowa: zdolnos$¢ rozdzielcza, soczewki
dla wiazki elektronowej, btedy soczewek elektronowych, Budowa mikroskopu: dziato elektronowe, uktad
soczewek kondensora, uktad powiekszajacy, komora preparatu. Kontrast i dyfrakcja w mikroskopie
elektronowym: kontrast dyfrakcyjny i interferencyjny, dyfrakcja elektronéw. Przygotowanie probek: repliki,

repliki dwustopniowe, repliki ekstrakcyjne, cienkie folie metaliczne. w, wady i zalety poszczegélnych metod.
Warstwa Beilbiego i jej wptyw na trawienie prébek. Cele obserwacji mikroskopowych zgtadéw trawionych i
nietrawionych. Metody trawienia zgtadéw. Podziat metod trawienia ze wzgledu na efekty. Budowa i zasada
dziatania SEM. Obserwacje metalograficzne w polu jasnym, ciemnym i w $wietle spolaryzowanym: Budowa i
zasada dziatania mikroskopu $wietlnego. Zdolnos¢ rozdzielcza mikroskopu, powigkszenie uzyteczne
mikroskopu. Dobor okularu do stosowanego obiektywu. Obserwacje metalograficzne na SEM. Wyznaczanie
udziatu objetosciowego faz: Typy obrazéw. Przeksztatcanie obrazéw. Filtry i przeksztatcenia morfologiczne.
llosciowe wyznaczanie udziatu objeto$ciowego faz. Wykorzystanie SEM do analizy sktadu chemicznego
preparatu.

Wymagania wstepne
i dodatkowe

Sposoby i kryteria Sposéb oceniania (sktadowe) Prég zaliczeniowy Sktadowa oceny koncowe;j
oceniania 03'3,_Qan.y0h Kolokwium na koniec semestru 50.0% 50.0%
efektow uczenia sie Odrobienie wszystkich ¢éwiczen  |100.0% 50.0%
praktycznych i ich zaliczenie
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Zalecana lista lektur

Podstawowa lista lektur

1. Szumer A., Ciszewski A., Radomski T.: Badania wtasnosci i
mikrostruktury materiatéw. Oficyna Wydawnicza P.W. Warszawa 2000

2. Dobrzanski L. A., Hajduczek E.: Metaloznawstwo i obrébka cieplna
stopow metali. Mikroskopia Swietlna i elektronowa. WNT Warszawa
1987.

3. Przybytowicz K.: Metody badan metali i stopéw. Wydawnictwo AGH
Krakow 1997

4. Kozubowski J.: Metody transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Wyd.
Slask, Katowice 1975 5. Barbacki A. Mikroskopia elektronowa. Wyd.
Politechniki Poznanskiej, Poznan, 2005.

Uzupetniajaca lista lektur

1. Watt lan M.: The principles and practice of electron microscopy,
Cambridge University Press, Cambridge, 1985.

2. Wilkers P.: Fizyka ciata statego. PWN, Warszawa 1979.

3. Szummer A.: Podstawy ilosciowej mikroanalizy rentgenowskiej. Wyd.
N-T, Warszawa, 1994.

Adresy eZasobdéw

Adresy na platformie eNauczanie:

Przyktadowe zagadnienia/
przyktadowe pytania/
realizowane zadania

Dobierz okular mikroskopu do obiektywu o powiekszeniu 60x i aperturze 0,5.

Opisz sposoby uzyskiwania kontrastu na mikroskopach $wietinych

Co to jest warstwa Beilbiego i jak ona wplywa na obserwacje mikroskopowe

Praktyki zawodowe
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy
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